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Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacja produktu na stronie producenta:www.polonizot.pl

Spektrometr promieniowania X stuzy do identyfikacji pierwiastkéw w danej substancji i okres$lenia ich stezenia. Pierwiastki sa wykrywane na podstawie
charakterystycznej dtugosci fali emisji wtérnego promieniowania rentgenowskiego. Analiza iloSciowa (ocena stezenia danego pierwiastka) jest mozliwa poprzez
pomiar intensywnoséci danej energii (odpowiadajgcej danemu pierwiastkowi). Stezenie danego pierwiastka okreslane jest za pomoca pomiaru intensywnosci
linii jego charakterystyki.

Metoda XRF obecnie jest czesto wykorzystywang technikg analityczng w badaniach niedestrukcyjnych. Metoda XRF ma szczegdélne znaczenie w przypadku
analizy warstwy przypowierzchniowej. Jest ona szeroko wykorzystywana w analizie sktadu a w szczegé6lnosci w badaniach wyrobéw metalowych, ceramicznych,
szklanych oraz materiatéw budowlanych.

Miernik XRF typ PI-MKXO1 jest klasycznym spektrometrem laboratoryjnym pracujacym na zasadzie spektrometrii rentgenowskiej EDXRF. Wyposazony jest w
detektor SDD posiadajacy rozdzielczo$¢ od 125 do 140 eV oraz lampe pracujaca w zakresie do 50 keV. Wygodna, wysuwana automatycznie komora probek z
rotacjg naczynka pozwala na precyzyjne pomiary. Aparat wyposazony jest w polskojezyczne oprogramowanie pozwalajace w prosty sposéb wykonywac

analizy ilosciowe i jako$ciowe. O ofercie spektrometréw rentgenowskich posiadamy aparat wyposazony w sampler a takze rozwigzania do pomiaréw on-line.
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